Ujete hitrega fotoelektrona pr razpadu vrzel K
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Prisotnost dvojno vzbujenih stany (DES) nad 1onmizacyskim pragom notranje vrzeli netrivialno modulira absorpcyo
rentgenske svetlobe, ker participatorski resonantni Augerjev razpad sklaplja DES z enostavmim nizkoenergiskim
kontinuumom notranje vrzell. Tu [2] pokaZemo obratno, namreC da obstaja neresonan€ni proces v visokoenergiski
kontinuum, ki ga naseljuje spektatorski resonanCm Augerjev razpad DES. Konkuren¢na neresonantna razpadna pot v
1sto koncCno stanje kot resonancni Augerjev razpad K — L%y, 1z stanja 1s713p~14s* IP v argonu, je zajetje fotoelektrona 1s
zaradi emisije hitrega elektrona pri neresonantnem Augerjevem prehodu K — L# , v ionu Ar( 1s7!), ki potece z
dodatno (shake-up) vzbuditvijo zunanjega elektrona 1z orbitale 3p v orbitalo 4p. V nasem primeru je verjetnost za

ujetje fotoelektrona okrog 1/1000, tako da je relativna verjetnost za neresonantni razpad glede na resonantnega zgolj 1%.

Ker pa resonantna i neresonantna pot mterferirata, povzroca obstoj slednje asimetricno obliko spektralne Crte, ki smo

jo opazili pr1 eksperimentu na zarkovni linijp GALAXIES na sinhrotronu SOLEIL (Francya).
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